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造が測定できる FM-AFM の重要性について示している。その上で、これまでは FM-AFM
による 2D 水和構造測定が十分に行われていないことを示し、水和構造と固体表面の関
係性を解明することを本論文の主題と述べている。  











は親水性のヒドロキシ基 (OH)とメチル基 (CH3)を有する SAM を作製することで、同じ
表面形状を持つ親水性基板と疎水性基板を作製した。この二つの SAM で水和構造を比





と CH3 基を有する相分離 SAM の作製を試みた。水和構造を二つの領域にまたがるよう
に計測したところ、MD シミュレーションと同じ傾向の結果が得られた。これにより、
探針の影響を考えることなく、親水性の OH SAM と疎水性の CH3 SAM では表面の末端
官能基種が水分子と水素結合を形成する力を有するかで局所的な水和構造が大きく変
  








分析するために、既存の理論として存在する Solvation Tip Approximation(STA)を用いて
周波数シフトカーブから水分子密度分布への変換が行われた。これによって、二つの
表面構造において水分子密度分布が異なることが示され、計算された水分子密度分布















水和構造測定に応用する基板として、本研究では Highly Oriented Pyrolytic Graphite 
(HOPG)の水和構造を測定した。 0.1 M HClO4 中で HOPG に±0.3 V を印加したところ、  
-0.3 V では水和構造が計測されるのに対し、+0.3 V では水和構造が消失することを明ら
かにした。これは、+0.3 V では水和構造を破壊する ClO4-アニオンが表面近傍に接近し
て水和構造を壊す一方、 -0.3 V ではアニオンが表面から離れるため、水和構造が計測さ




























2D 水和構造計測が可能になった。  
4. 開発した EC-AFM 用セルを用いて、HOPG の表面電位制御下での水和構造計測を
行った。-0.3 V 印加した状態では水和構造が計測されたのに対し、+0.3 V では水和構造





文として価値あるものと認める。また、平成 31 年 2 月 22 日、論文内容とそれに関連し
た事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていること
を確認し、合格と認めた。  
 
 
